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Revision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il
refléte bien I'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises d jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

®  Bulletin de la CEI

®  Annuaire de la CEIl

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin

® 1EC Yearbook

@  Catalogue |des publications de la CEI

Publié anrjuellement

Terminologie

En ce qui cdncerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique Interpational (VEI), qui est établie sous forme de
chapitres séparg¢s traitant chacun dun sujet défini, I'Index
général étant ppblié séparément. Des détails complets sur le
VEI peuvent étfe obtenus sur demande.

Les termes et|définitions figurant dans la présente publicati
soit corresponddnt aux termes et définitions généraux du VB
la teneur étan{ parfois légérement spécialisée, soit ont
spécifiquement |approuvés aux fins des Publications 747
748.

Symboles graphiques et littérau

Pour les synfboles graph'
d’usage général Japprouvés parNg

~ la Publication]
en électrotechnique;

- la Publicatiof]
schémas.

Les symboleg
tion ont été soif reps

soit spécifiquement approyyvés aux Xins de cette publication.

® Catalogue of IEC Publicatio
Published yearly

Terminology

eferred to TEC Publi-
\ a1 Vocabulary (IEV),
erm’ of séparate chapters each| dealing
ndex being publised as a
the IEV will be pupplied

efinifions contained in the present [publica-

e pond Ao the general terms and definftions of

Vwusing in some cases a specialized wording, [or have
approved for the Publications 747 and 748.

aphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and sjgns ap-
proved by the IEC for general use, readers are referrgd to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in g¢lectrical
technology;

7

— IEC Publication 617: Graphical symbols for diagran

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or| 617, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

Publications de 1a CEI etablies par le méme
Comite d’Etudes

Lattention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la
couverture, qui énumerent les publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the
cover, which list IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dixiéme partie: Spécification genérique pour les dispositifs discrets
et les circuits integres

PREAMBULE
1) Lgs décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions tech épares pa ts Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questOns) ime lus grande

mpsure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) C¢s décisions constituent des recommandations internationales et sont agréée e_%e ités |nationaux.

3) Dins le but d’encourager lunification internationale, la CEl exprime Ie : C M x adoptent
dains leurs régles nationales le texte de la recommandation de I a (mesure, ou tionales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la it, dans la

La présente norme a €&té préparée\ pa i ositifs a
semjconducteurs.

Cette publication Hucteurs:
dispsitifs discrets ¢ et des
circyits hybri da \ Systeéme CE1 d’assurance de la qualité des composants
électroniques (

L¢ texte de éfx Oorme .e
N\
Reégle %s S}%\ }apport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de |vote
— )
81

47 818 47 826 47 8
> 47A (BC)“] 47A (BC)IIZ 47A (BC)I

des documents suivants:

O

47 47 928
47A & 47A (BO) 139
47 894 47 929
47A (BC)129 47A (BC) 140

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants
mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systtme CEI d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits

FOREWORD

1) The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techni
the National Committees having a special interest therein are represented, 64
internafional consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accé
that sefse.

3) In ordg¢r to promote international unification, the IEC expresses the wish
the tejt of the IEC recommendation for their national rules in a
divergence between the IEC recommendation and the correspongdng nationa
clearly |indicated in the latter.

This [standard has been

ith all
e, an

ittges in

adopt

will permit{ Any

as far as possible, be

ommittee No. 47: Semicondyctor

Devices.

This publication is a i i or semniconductor devices: discrete devices |and
integratgd circuits i ; { evices and hybrid circuits), in the field of| the
IEC Quality Ass ic £Lomponents (IECQ).

The t¢gxt of this the following documents:

-
Six Mont( Ru}\\ \ \N)o>on Voting Two Months’ Procedure

Report on Voting

818 826
47A (€O) 11y 47A (€O 1y,

47 928
47A (€9 39

929
140

oD S

(CO)

47A

47 867
47A (€O 119

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table

above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets
et les circuits integres

I.  Domaine d’application

La présente publication fait partie du Systtme CEI d’assurance de la qualit¢ des

combosants électraniaues (JIECQ)
P T < <7

Cette publication est une spécification générique pour les dispogi d|ucteurs:

dispositifs discrets et circuits intégrés, y compris les circuits s, mais
excluant les dispositifs optoélectroniques et les circuits hybridé
Elle définit les méthodes de contréle de la qualité a ECQ en

présentant des régles générales applicables:

— aux meéthodes de mesure des caractéristiques élg
— aux essais climatiques et mécaniques;
— aux essais d’endurance.

les spécifications intermédiaires, les
res approuvées, concernant |différents

Note. — La présente publication doit &
spécifications de famille et
modéles particuliers.

partiehlieres  cadl

2. [Generalites

2.1 | Ordre de prioritg

Lorsque, des
suivant: Q

1) la spécifi

étre le

7) les—reples dp procédure du Systéme IECQ;

8) tout document international (comme ceux de la CEI), cité en référence;

ON 0 4 3 1t P 1
oG ocum entTatonar

La méme priorité s’applique aux documents nationaux équivalents.

2.2 Documents applicables

La spécification particuliere doit indiquer quels sont les documents applicables:

Publications de la CEI:
Publication 27: Symboles littéraux a utiliser en électrotechnique.

Publication 50: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).
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SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits

1. Scope

This publication forms part of the ITEC Quality Assessment System for Electronic

Components (IECQ).

This publication is a generic specification for semiconductor devices|:
and| integrated circuits, including multichip integrated circuts,
opteelectronic devices and hybrid circuits.

I{ defines general procedures for quality assessment to b d
and| gives general rules for:

— njeasuring methods of electrical characteristics;
— climatic and mechanical tests;
-~ endurance tests.

Notd — This publication must be supplemengéd\by the 4
where they exist, appropriate to thé ic i

2. General

2.1 Order of precedence

Where there are
uthority:

discrate ~deviices

ions,

. documents shall rank in the following ofder

The same order of precedence shall apply to equivalent national documents.

2.2  Related documents

The detail specification shall indicate the applicable documents:

IEC publications:
Publication 27: Letter Symbols to be Used in Electrical Technology.

Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (1IEV).
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Publication 68:

Publication 68-1:
(1982)

Publication 68-2:
Soit:

Publication 147:

Publication 147-0 (1966)
et compléments:
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Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.

Premiére partie: Généralités et guide.

Deuxiéme partie: Essais.

Valeurs limites et caractéristiques essentielles des dispositifs a
semiconducteurs et principes généraux des méthodes de mesure.

Partie zéro: Généralités et terminologie.

Pubtication 147-1(1972)
et compléments:

Publication 147-2 (1963)
et compléments:

Publication 147-4:
(1976)

Publication 148 (1969)
et compléments:

Publication 147-5 (1977)
et compliément:
soit:

Publications 747-

Publication
(1983

Publicatio

Rublication 191-2 (1966)
et_compléments:

ntielles.

mesure.

Symboles littérau teurs et

microcircuits in

[ circuits

fais mécaniques et climatiques.

Normalisation mécanique de dispositifs a semiconductgeurs.

Premiére partie: Préparation des dessins de disgositifs a

semiconducteurs.

Deuxiéme partie: Dimensions.

Publication 191-3 (1974)
et compléments:

Publication 410:
(1973)

Publication 617:

Publication QC 001002
(1981):

Troisiéme partie: Régles générales pour la préparation des
dessins d’encombrement des circuits intégrés.

Plans et d’échantillonnage les contréles

attributs.

régles pour par

Symboles graphiques pour schémas.

Régles de procédure du Systétme CEI d’assurance de la
qualité des composants électroniques (IECQ).
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Publication 68:

Publication 68-1:
(1982)

Publication 68-2:
Either:
Publication 147:

Publication 147-0 (1966)
and supplements:

— 11 —

Basic Environmental Testing Procedures.

Part 1: General and Guidance.

Part 2: Tests.

Essential Ratings and Characteristics of Semiconductor
Devices and General Principles of Measuring Methods.

Part 0: General and Terminology.

Publication 147-1 (1972)
apd supplements:

Publication 147-2 (1963)
and supplements:

Publication 147-4:
(1976)

)

ublication 148 (1969)
hd supplements:

)

o]

ublication 147-5 (1977)
hd supplement:

&

Publications 747:

Publication 747-1°
(1983)

Plublications 748

Publication 749:

Publication 191-2 (1966)

Part 1: Essential Ratings and Characteristigs.

Part 2: General Principles of Measpu

Acceptance and Reliability.

Letter Symbols for

Microcircuyits.

and Integrated

Discrete Devices and Integrited

2chanical Standardization of Semiconductor Devices.

Part 1: Preparation of Drawings of Semiconductor Devices.

"] 1
AMa SUPPICHICITS .

Publication 191-3 (1974)
and supplements:

Publication 410:
(1973)

Publication 617:

Publication QC 001002
(1981):

Part—2—Dimensions:

Part 3: General Rules for the Preparation of Outline
Drawings of Integrated Circuits.

Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

Graphical Symbols for Diagrams.

Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System
for Electronic Components (IECQ).
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Publications de I'ISO:

Norme ISO 1000: Unités SI et recommandations pour I'emploi de leurs multiples
(1973) et de certaines autres unités.

Norme ISO 2015: Numérotage des semaines.

(1976)

Norme ISO 2859: Régles et tables d’échantillonnage pour les controles par
(1974) attributs. '

Unités, symboles et terminologie

Les unités, les symboles graphiques, les symboles littéraux et la terminologie doivent,

Norme ISO 1000
Publication 27 de la CEI
Publication 50 de la CEI
Publication 617 de la CE

Les autres unités et symboles et toute autre I’un des
dispositifs a semiconducteurs visés par la présente bent étre
ceux des documents applicables de la CEI g S ; ou étre

Les valeurs préférentielles bour les
mesures des caractéristiques, pgt ¥ pour les conditions de fonctiofinement,
sont données dans les Publicat
Marquage
a) Sur le dispg

0
dispositi

1) Marqué
2) Dési

sur les

e paragraphe 2.5.2), référence de la catégorie d’assurance de
ygraphe 2.6) et, s’il y a lieu, séquence de sélection |(voir le

5

Nomy) i iales ) ou marque commerciale du fabricant et, s’il y a lien, code
identification’ de I'usine (voir le paragraphe 2.5.3).

4)Code Widentification du lot de contrdle (voir le paragraphe 2.5.4).
§)/Marque de conformité, sauf si un certificat de conformité est utilisé.

6) Référence aux précautions spéciales de manipulation, s’il y a lieu.

Si, par manque d’espace, le marquage complet est impossible, la spécification
particuliére doit donner les exigences minimales dans I'ordre de priorité ci-dessus.

b) Sur I'emballage primaire

Les informations suivantes doivent étre données sur ’emballage primaire utilis€ comme
protection initiale ou comme emballage pour la livraison:

1) toutes les informations mentionnées au point a) du paragraphe 2.5, a I’exception du
marquage des bornes;
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23

2.4

25

ISO publications:

ISO Standard 1000: SI Units and Recommendations for the Use of their
(1973) Multiples and of Certain Other Units.

ISO Standard 2015: Numbering of Weeks.

(1976)

ISO Standard 2859: Sampling Procedures and Tables for Inspection by
(1974) Attributes.

Units, symbols and terminology

Units, eraphical symbols, letter symbols and terminology shall. wherever possible, be

tak¢n from the following publications:

ISO Standard 1000
IEC Publication 27
IEC Publication 50
IEC Publication 617

S
=
<«
Q
—
=2
4]
-
(=1
=
=
&
w
«
3
g
=
w
(@]
=
-
[¢]
]
8
=.
=
=3
o
0Q
<
=]
a
(e}
=
=}
o
=
-
e}
]
[
S,

covered by this generic specification shall be takg
dodquments (see Sub-clause 2.2) or derived in
doduments listed above.

dentification coge (see Sub-clause 2.5.3).
4) [nspection lot™dentification code (see Sub-clause 2.5.4).

5) Mark of conformity, unless a certificate of conformity is used

Rreferred values of voltages, an of
chafracteristics, for tests and for operating_conditi 7-1
and 748-1. x
‘Matking
a) On‘the device

Where spa@r mation shall be marked on the device:

1) [ndex poirf g al ide ation (see Sub-clause 2.5.1).
2) [Type designati o b-clause 2.5.2), categories of assessed quality (see Sub-clajuse

D.6). any €, screening sequence (see Sub-clause 2.7).

3) Manufactute apie, initial or trade mark and, where appropriate, factory

6) Reference to special handling precautions, where appropriate.

Where space does not permit full marking, the detail specification shall give the

minimum requirement in the above order of precedence.

b) On the primary packaging

The following information shall appear on the primary packaging used as initial

protection or wrapping for delivery:

1) all the information listed in Item a) of Sub-clause 2.5, except the terminal marking;
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2) la reéférence de la spécification particuliére;

3) toute précaution spéciale relative & la manipulation, par exemple: étiquettes de mise
en garde.

Identification des bornes (référence: Publication 747-1 de la CEI, chapitre VI, article 3)
Dans la spécification particuliére, les bornes doivent étre identifiées conformément au

dessin specifi¢ d’encombrement ou d’embase.

Désignation de type

Lorsque la désignation de type est indiquée sur le composant, il est préférable de la
donner en lettres et en chiffres ou d’aprés un code de couleur lorsqu’il est spécifi¢ dans
la__spécification particuliére. Les codes de couleur peuvent étre donnés dans la

258

254

2.6

spécification intermédiaire.

Nom ou marque commerciale du fabricant

Lorsque le nom ou la marque commerciale du fabpiea ’identifier

Ce code est donné dans la Norme ISO 20 de ladsemaine est précédé des
deux derniers chiffres de I’année (par exe .[On peut,
quand I’espace est restreint, gme e: 345 =
45¢ semaine de 1983), si la spéci résente la
date a laquelle le lot a été Orsque plusieurs lots djun méme
modele sont présentés au contydle au co a_méme semaine, un suffixe, par eXemple

ifiey’ chaque lot de contrdle.

La présentg i i &fini Catégories d’assurance de qualité. Les [dispositifs
doivent - ontrole identifié et codé, et soumis aux [essais des
catégorl iées. ue catégorie, les NQA ou les NQT associés a |lun méme

¢/différents; ils doivent correspondre a ceux spé¢ifiés dans

he type satisfait - aux critéres d’homologation des catégories If ou III.
que lot satisfait aux exigences de contréle du groupe A qui [comprend
¢s essais fonctionnels. Tous les trois mois, un lot satisfait aux|exigences
de controle relatives a la soudabilité. Chaque année, un lot safisfait aux
exigences de controle du groupe B et du groupe C.

Catégorie I — Les 1015 3Satsfolt aux exigences de COMmIote des groupes A et effectués
lot par lot et & celles du groupe C effectué périodiquement.

Catégorie III — Les lots sont soumis a une sélection a 100% et satisfont aux exigences de
contréle des groupes A et B effectués lot par lot et a celles du groupe C
effectué périodiquement.

Les spécifications intermédiaires doivent définir les exigences minimales pour chaque
catégorie. Une spécification particuliére peut contenir des exigences supplémentaires, y
compris une sélection, par rapport a celles données dans la spécification générique, la
spécification intermédiaire ou la spécification particuliére cadre.
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2.5.1

252

253

254

2.6

2) the detail specification reference;
3) any special handling precautions, for example, caution labels.

Terminal identification (reference: 1 EC Publication 747-1, Chapter VI, Clause 8).

The terminals shall be identified in the detail specification by reference to the specified
outline or base drawing.

Type designation
When the type designation is marked on the component, it shall be given preferably in
lettgrs—and—fisures—e ith—a—eolour—ecode—when—specified—n—the—detail specification.

Colour codes may be given in the sectional specification.

Mhunufacturer’s name or trade mark

If the manufacturer’s name or trade mark does the

manufacturing factory, a factory identification code shall /4

Inkpection lot identification code

This is given in ISO Standard 2015 for the
the| year (example: 8345 = 45th we

restricted, the first digit of the yea
when specified in the detail specification.

iniIection. When more than one 16t of a e

sanje week, an inspection lot ideniﬁcsu i

identify each successivg

ategories of assessed quality. The devices |are
ded” inspection lot, which is tested to the specified
RPDs associated with the same inspection group may
¢ as specified in the detail specification.

Catggories of assessdd™qug

This specion proviges
gropped in am idexn

qudli
var

Cat ich the type meets the requirements of qualification approval to
categories II or III. Each lot meets the inspection requirements of Giroup
hich includes functional tests. Every three months, one lot meets|the
inSpection requirements for solderability. Annually, one lot meets |the
Group B and C inspection requirements

Category II - In which the lot meets the inspection requirements of Group A and
Group B on a lot-by-lot basis and of Group C on a periodic basis.

Category 1II - In which the lot is 100% screened and meets the inspection requirements
of Group A and Group B on a lot-by-lot basis and of Group C on a
periodic basis.

The sectional specifications shall define the minimum requirements for each category.
A detail specification may contain additional requirements, including screening, to those
given in the generic, sectional or blank detail specification.
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2.7 Sélection

3.1

3.1

La sélection est constituée par les controles et essais appliqués a tous les dispositifs
d’un méme lot.

Lorsque la spécification particuliére le prescrit, tous les dispositifs du lot doivent étre
sélectionnés et soumis a une des séquences données dans le tableau correspondant de la
spécification intermédiaire; tous les dispositifs défectueux doivent étre rejetés. Les
dispositifs peuvent étre soumis a d’autres séquences non définies dans la présente
spécification seulement si les séquences définies ci-dessus ne sont pas associées a des
mécanismes de défaillance reconnus ou si elles sont en contradiction avec ces derniers.
Lorsqu’une partie de la procédure de sélection donnée dans le tableau correspondant de
la spécification intermédiaire falt partle du processus normal de productlon et qu’elle est

Dans la

récoces.

qu para-

graphe 3.5, par lot

(comprenant une sélection au besoin) e dans la
spécification particuliére.

Les essais d’assurance de la B et C;

ceux-ci sont effectués lot pa dans le

rvés, par

la Regle

barti€é du processus de fabrication est confidentielle du point | de vue
\Mle doit &tre correctement identifée, et le Controleur doit démontrer, a la
satisfaction de 1'Organisme national de surveillance (ONS), que les exigences de|la Reégle
de procédure de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 10.2.2, ont été rpspectées.

3.3

34

Formation des lots de contréle

Voir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 12.2.

Modeéles associables
Voir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 8.5.3.

Des détails relatifs au groupement des modéles sont donnés dans la spécification
intermédiaire applicable.
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2.7 Screening

3. Quality assessment procedures

3.1

3.1.1

3.2

3.3

34

A screen is an examination or test applied to all devices in a lot.

When required by the detail specification, all devices in the lot shall be screened by
submitting them to one of the sequences given in the relevant table of the sectional
specification and all defectives removed. Other sequences not specified herein are
applicable only in case the above sequences are not correlated with or are in
contradiction with recognized failure mechanisms. When a part of the screening process
as given in the relevant table of the sectional specification forms part of the
manufacturing process in the prescribed sequence, these procedures need not be repeated.
For i ificati in i i ress
ap ting
and

removing potential early failures.

Quality assessment comprises the procedure foOr pbtai ati as
deflned in Sub-clause 3.5, followed by qual' g i 1 -by-lot
basys (including screening if requirgd ’ periodi is a3 i i etail

spegification.

The quality assessment tests are
performed lot-by-lot or periodically
D tests may also be spetified,

roup A, B and C tests; these| are
lause 2.6). In some cases, Ggoup

A type i ionVapproval when Rule of Procedure of [EC

If any<part of the manufacturing process is commercially confidential, this shal] be

suifably'-identified, and the Chief Inspector shall demonstrate to the satisfaction of| the
National Supervising Inspectorate (NSI) that the requiremen f Rul Pr . of

IEC Publication QC 001002, Sub-clause 10.2.2, have been complied with.

Formation of inspection lots

See Rules of Procedure of [EC Publication QC 001002, Sub-clause 12.2.

Structurally similar devices
See Rules of Procedure of TEC Publication QC 001002, Sub-clause 8.5.3.

Details concerning grouping are given in the relevant sectional specification.
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Octroi de 'homologation
Voir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 11.3.1.

Le fabricant peut opter, a sa discrétion, pour I'une des méthodes a) ou b) des Regles
de procédure, paragraphe 11.3.1, en respectant les exigences de contréle données dans la
spécification intermédiaire. L’échantillon peut se composer de modeéles associables
appropriés. Dans certains cas, des essais de groupe D sont exigés pour I’homologation.

Toutes les mesures par variables prévues dans la spécification particuliére comme
mesures finales aprés essais doivent étre enregistrées comme des données par variables.

Le rapport d’homologation doit comprendre un résumé de tous les résultats des essais

3.6

3.6.1

3.6.1.

de_chaque groupe et sous-groupe et préciser le nombre de dispgsitifs essaves et le
nombre de dispositifs rejetés. Le résumé doit étre élaboré a
variables et/ou par attributs.

dontjées par

Les fabricants doivent conserver toutes les données qu’ils d
a P'ONS.

emande,

Contréle de la conformité de la qualité

Le controle de la conformité de la qualité ! moyen des confroles et

Pour les essais des groupes étre constitués de [modéles

associables.

Les échantillons devant subir les is '} diques—doivent avoir été prélevés [dans un
ou plusieurs lots qui ont satisfai des groupes A et B. Les dispositifs
i groupe A requises par la spé¢ification

particulieres doit suivre les lignes directives

(lot par lot)

examens visuels et les mesures électriques a effectuer,| lot par
8s principales propriétés d'un dispositif. Sauf spécification contraire, les
fativité ne sont pas autorisées.

se divise en sous-groupes appropriés comme suit:

Sous-groupe A1 Ce sous-groupe comprend lexamen visnel externe comme spécifie au

paragraphe 5.1.

Sous-groupe A2: Ce sous-groupe comprend les mesures des caractéristiques principales du
dispositif.

Sous-groupes  Ces sous-groupes peuvent ne pas étre requis. Ils comprennent les mesures

A3 et A4: des caractéristiques secondaires du dispositif. Les exigences pour chaque
catégorie de dispositifs sont données dans la spécification intermédiaire
applicable. Le choix entre les sous-groupes A3 ou A4 pour des mesures
données est régi avant tout par l'intérét qu’il y a a les effectuer pour un
niveau de qualité donné.
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3.5 Granting of qualification approval

3.6

3.6.1

See Rules of Procedure of TEC Publication QC 001002, Sub-clause 11.3.1.

Either methods a) or b) of Rules of Procedure, Sub-clause 11.3.1 may be used at the
manufacturer’s option following inspection requirements given in the sectional
specification. Samples may be composed of appropriate structurally similar devices. In
some cases, Group D tests are required for qualification approval.

All variable measurements called for as post test end-points in the detail specification
shall be recorded as variable data.

The qualification report shall include a summary of all the test results for each group
R .

d b o melndiang ool ol daxiica tactad —aand ool oo £ 4 faila h
and—sub-group—incliding—number—of —devices—tested—and—number—of—dev fatled: 1s

sumjmary shall have been derived from variables and/or attributes data

Quality conformance inspection

Quality conformance inspection shall consist of Ahe examin® ups
A, B, C and D, as specified.

Hor Group B and C inspectiony™s 0 g c@mse of structurally similar
devjces.

one or more lots which shall have
s, shall have passed the Group A

Samples for periodic tests shall
pasfed Groups A and B inspection.
megsurements called fopsig the d

Diyision into group
he follow@ i

—

¢’ visual inspection and the measurements to be made oh a
the principal properties of a device. Unless otherwise speciffied,

roup A inspection is divided into appropriate sub-groups as follows:

SO

Su arpin A7 Thic ol B H 4 1 H 1 H e S| .
&7 o7 s S U OO P CoOmMP IS eSO —vViStrar —CXammratonr—as—Speciea  1n

Sub-clause 5.1.

Sub-group A2: This sub-group comprises measurements of primary characteristics of the
device.

Sub-groups  These sub-groups may not be required. They comprise measurements of

A3 and A4: secondary characteristics of the device. The correct requirements for each
device category are given in the relevant sectional specification. The choice
between sub-groups A3 or A4 for given measurements is essentially
governed by the desirability of performing them at a given quality level.
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3.6.1.2  Contréles du groupe B (lot par lot, sauf pour la catégorie I [voir paragraphe 2.6])

Ce groupe prescrit les procédures a utiliser pour vérifier certaines propriétés
complémentaires du dispositif et comprend les essais mécaniques, climatiques et
d’endurance électrique pouvant habituellement s’effectuer en une semaine.

3.6.1.3 Controles du groupe C (périodiques)

Y

Ce groupe prescrit les procédures a utiliser de fagon périodique pour vérifier certaines
propriétés complémentaires du dispositif et comprend des mesures électriques, des essais
climatiques, mécaniques et d’endurance qu’il convient d’effectuer a des intervalles de trois
mois (catégories II et III) ou un an (catégorie I) ou dans les délais prescrits dans la

At e <} 4
SPLLITTCALTUTT CUTTUS DUTIETIIICY

3.6]1.4 Divisions en sous-groupes du groupe B et du groupe C

Pour faciliter la comparaison et pour permettre un
groupe C, et vice versa lorsque c’est nécessaire (voir
ces groupes ont été répartis en sous-groupes qui
essais correspondants.

pe B au
essais de
pour les

La division est la suivante:

Sous-groupes B1/CI: mesures | vérifiant

Sous-groupes B2a/Cla: mesures  vérifiant les

Sous-groupes B2b/@ZRb: les mesures complétant la
des conditions diverses de terazion, de

température, de certaines caractéristiques

Sous-gr Bz

comprennent la vérification deg valeurs
ites Adu dispositif, s’il y a lieu.

¢ sous-groupes comprennent les essais destinés a yérifier la
robustesse mécanique des sorties du dispositif, par [exemple:
couple, pliage des fils.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés 3 vérifier
I'aptitude du dispositif a étre soudé.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés 3 vérifier
I’aptitude du dispositif a supporter des contraintes chlmathues,

Ppal CAClllplC leldllUllb UC tClll}}ClaLulC, CLallbllCllC

Sous-groupes B6/C6: Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a vérifier
l’aptitude du dispositif a supporter les contraintes mécaniques,
par exemple: accélération constante.

Sous-groupes B7/C7: Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a vérifier
laptitude du dispositif a supporter ’humidité de longue durée.

Sous-groupes BS8/C8: Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a vérifier les
caractéristiques de défaillance du dispositif au cours d’essais
d’endurance.
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3.6.1.2 Group B inspection (lot by lot, except for category I [see Sub-clause 2.6])

This group prescribes the procedures to be used to assess certain additional properties
of the device, and includes mechanical, climatic and electrical endurance tests that can
normally be performed in one week.

3.6.1.3 Group C inspection (periodic)

This group prescribes the procedures to be used on a periodic basis to assess certain

additional

properties of the devices and includes electrical measurements, mechanical,

climatic and endurance tests appropriate for checking at intervals of either three months

(categories

IT and III) or one year (category I) or as specified in the relevant

spegification.

3.6.1.4 Division

of group B and group C into sub-groups

Tlo enable comparison and to facilitate change from Group ¥ vice

verqa when necessary (see Sub-clause 3.6.3), tests in these group hake ivided

amgng sub-groups bearing the same number for correspe

Sull-groups
Sub-groups

Sul-groups

Sul-groups

Sul-groups

Suj-

The division is as follows:

B1/ClI: Comprise mga : at’cg imensi i ility
B2a/C2a: the

B2b/C2b: further assess, by measurement

of voltage, current or temperature,
characteristics of the device alr¢ady

ification of ratings of the device, where approprjate.

ests intended to assess mechanical robustness of| the
of the device, for example, stud torque, fead

Comprise tests intended to assess solderability of the device.

Sull-groups Comprise tests intended to assess the ability of the devic¢ to
withstand climatic stresses, for example, change of temperafure,
sealing.

Sub-groups B6/C6: Comprise tests intended to assess the ability of the device to
withstand mechanical stresses, for example, acceleration, steady
state.

Sub-groups B7/C7: Comprise tests intended to assess the ability of the device to
withstand long-term humidity.

Sub-groups B8/C8: Comprise tests intended to assess failure characteristics of the

device under endurance testing.
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Sous-groupes B9/C9: Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a vérifier les
caractéristiques électriques du dispositif dans des conditions de
stockage aux températures extrémes.

Sous-groupes B10/CI0: Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a vérifier le
comportement du dispositif lors de variations de pression
atmosphérique.

Sous-groupe B11/CIl1: Ce sous-groupe comprend les essais relatifs a la permanence

du marquage.

Sous-groupe RCLA: Ce sous-groupe indique un choix d’essais ou de mesures
effectués dans les sous-groupes précédents dont les résultats

doivent ligurer dans les Rapports certijies ~de Jots |acceptés
(RCLA).

Ces sous-groupes peuvent n’étre pas tous exiges.

.5 Contréles du groupe D
Ce groupe prescrit les procédures a utiliser a «des™Nnterva 12 mois pu pour
I’homologation seulement.
Exigences de controle
Les régles d’échantillonnagg istigte, decri ; paragraphe 3.7 doiyent étre
utilisées.
1 Critéres pour le rejet d’un lot

Les lots qui ne sati s d¢”controle de la conformité de lp qualité
du groupe A ou d 9 aceeptés. Lorsque, au cours d’un contréle, des
3 X1 os dun essai d’un sous-groupe sugceptibles

d’entrainer le [rejet QN ettre fin au contrle et le lot est alors ¢onsidéré
comme e ‘ B. Si un lot est retiré parce qu’il ne régond pas
aux exigencesnde S | n’est pas de nouveau soumis au contrdle, il |doit étre

considéré

gveumis \au controle, ne doivent comprendre que des dispositifs qui [faisaient
iginal, et ne doivent étre resoumis qu’une seule fois pour chaqup groupe
de <ont groupes A et B). Les lots resoumis doivent étre gardés séparément des
nouveaux lofs et clairement identifiés comme étant des lots resoumis. Les lots [resoumis
doivent étre rééchantillonnés au hasard et soumis a un contréle renforcé ppur tous

les sous-groupes dont les exigences n’avaient pas été respectées. Les lots resoumis
pour non-conformité aux exigences du groupe B doivent également subir les essais du
groupe A.

3.6.2.3 Procédure en cas de panne du matériel d'essai ou d’erreur de la part de l'opérateur

Lorsqu’il y a lieu de croire que les défauts résultent d’une défectuosité du matériel
d’essai ou d’une erreur de l’opérateur, les défauts sont consignés dans le rapport d’essais
qui sera présenté a I’ONS accompagné d'une compléte description des raisons qui
permettent de croire que les résultats d’essais ne sont pas valables (ces défauts peuvent
alors ne pas figurer dans les RCLA avec lagrément de I'ONS). Le Controleur doit
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Sub-groups B9/C9: Comprise tests intended to assess electrical properties of the
device under storage conditions at extremes of temperature.

Sub-groups B10/C10: Comprise tests intended to assess performance of the device
during variations of air pressure.

Sub-groups B11/Cl1: Comprise tests on permanence of marking.

Sub-group CRRL: Lists a selection of tests and/or measurements done in the
preceding sub-groups, the results of which are to be presented in

hese sub-groups may not all be required.

roup D inspection

is group prescribes the procedures to be carried ou months or] for

3.6.2 Inppection requirements

Tihe statistical sampling procedures

3.6.2.1 Criteria for lot rejection

Ilots failing to meet fon of either Group A or Groyp B
inspection shall not bt conformance inspection devices fail a
tesf in a sub-groupN\that\would xesult™in\the lot being rejected, the quality conformpnce
inspection can be termimated, and the lotnshall be considered a rejected lot in Groups A
and B. If i ance
reqpirements

3.6.2.2
Kaili for
quah brig-
ina B).
Reg d as

respibmittéd lots>™Resubmitted lots shall be randomly resampled and inspected for all
failled,'sub-groups, using tightened inspection. Resubmission for a Group B failure phall
include inspection to Group A.

3.6.2.3 Procedure in case of test equipment failure or operator error

If any devices are believed to have failed as a result of faulty test equipment or
operator error, the failures shall be entered in the test record (but may be excluded from
the CRRL by agreement with the NSI) and shall be submitted along with a complete
explanation why the failures are believed to be invalid to the NSI.- The Chief Inspector
shall decide whether replacement devices from the same inspection lot may be added to
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décider si des dispositifs de remplacement provenant du méme lot de contrdle peuvent
étre ajoutés au prélévement. Les dispositifs de remplacement doivent subir les mémes
essais qu'ont subi les dispositifs refusés avant I’échec, ainsi que tous les autres essais
spécifiés auxquels les dispositifs refusés n’ont pas été soumis avant 1’échec.

3.6.2.4 Procédure en cas d'échec aux essais périodiques

En cas d’échec en groupe B, les résultats des essais correspondants du groupe C (voir
le paragraphe 3.6.1.4) ne sont pas valables.

En cas d’échec aux essais périodiques, pour des raisons autres qu’une défectuosité du
matériel d’essai ou une erreur de la part de I'opérateur:

Voir _les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe
12.6, avec les modifications suivantes: :

— Paragraphe 12.6.1, point a): «suspendre ’acceptation dans le de tous
les composants associés.»

— Paragraphe 12.6.4, point a): «la procédure d’acceptation” e eme  des
lots de contrble corrigés est reprise immeédiatement \ aprés \gorrecti faut de

fabrication.»

— Paragraphe 12.6.8: «Lorsque I’homologatio applicatipn  des -
procédure simplifiée

éfaillance) fixée par 'OINS.»

Il est possible ider &\ Proce peciale de contrdle réduit qui pefmet au
fabricant d’ex&cw af i groupe B dans des conditions de [ontrdle
normal tous lg ¢ intervalle maximal de trois mois, au lieu| de les
effectue‘ ) ¢ ¥§ de tous les sous-groupes du groupe B. Cette
procédureN/spexcia chaque sous-groupe dans la mesure ou [chaque

ses prévues. Cette modification s’applique a condifion que
ient subi ayéc succes les contréles du groupe B. Le retour aux essais de

n sous-groupe dans le cas de la procédure de controlg réduit.

3.6.5.

Lorsqune yériode de trois mois est spécifiée entre les essais périodiques, la|période
entre les es3lis peut étre prolongée jusqu’a six mois, pourvu que trois essais pérjodiques
consécutifs aient été effectués avec succes a intervalle de trois mois. Le retour a
lintervalle normal de trois mois doit s’effectuer lorsquun échantillon n’a pas satisfait aux
exigences de controle d’un sous-groupe dans la procédure permettant I'allongement de la
périodicité des essais (voir aussi le paragraphe 3.6.2.4).

3.6.4 Exigences d’échantillonnage pour les petits lots

Lorsque la taille d’un lot ne dépasse pas 200, on doit utiliser I'une des procédures
suivantes en accord avec les exigences appropriées de I’annexe A. (Si le systtme NQA
est spécifié, le systtme NQT équivalent doit d’abord étre déduit du tableau A-III de
I’annexe A.)
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Replacement devices shall be subjected to the same tests to which the

discarded devices were subjected prior to failure and to any remaining specified tests to
which the discarded devices were not subjected prior to failure.

3.6.2.4 Procedure in case of failure in periodic tests

When a Group B failure occurs, the corresponding Group C tests (see Sub-clause
3.6.1.4) are invalid.
In the event of failing periodic tests inspection for causes other than faults or operator
error:
S the
following amendments:
— Sub-clause 12.6.1, Item a): “suspend further releases all
domponents within the structurally similar set.”
— Sub-clause 12.6.4, Item a): “the procedure for release under cted
Ipts shall be returned immediately after correcting the
— Jub-clause 12.6.8: “If qualification approval with

discretion

3.6.3 Supplementary procedure for reduced inspectio

3.6.3.1 |[Group B

mdximum i
su
an
shi
ins
ins

3.6.3.2
Whehn Ja

q
Jub-clause 12.6.7 of the Rules of Procedure
procedure (which focuses on the te

iafed by a simplified
caused the failure) a{ the
of the NSL.”

A

A special reduced inspectidn procedute_may be used which allows the manufacturr to
ca{y out the appropriate Sroup, B\tests\at mormal inspection on every fourth lot wjth a

@ yf threg> months instead of on a lot-by-lot basis for the tests ih all
oK Grout in® Qn. is” special procedure applies to each sub-group as
2 cetd\ thg” required conditions. The condition for this change

Wave passed Group B inspection. Reversion to ngrmal
b¢ made when a sample has failed to meet a sub-group

thréednonth interval is specified for periodic tests, the test period may be

exfended to six months provided that three successive periodic tests have passed af the

three-months interval. Reversion to the normal three-month interval shall be made when

a sample

has failed to meet a sub-group inspection under the extended interval

procedure (see also Sub-clause 3.6.2.4).

3.6.4 Sampling requirements for small lots

Where a
appropriate

lot size is 200 or less, the following procedures, complying with the
requirements of Appendix A, shall be used. (Where the AQL system is

specified, the equivalent LTPD shall first be selected from Table A-III of Appendix A.)
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a) Essais non destructifs

1) Controle a 100% des dispositifs ou des circuits pour chaque essai réputé non
destructif.

Ou:

2) Tout plan d’échantillonnage simple NQT approprié, provenant du tableau A-II de
I’annexe A.

Ou:
3) Tout plan d’échantillonnage double NQT approprié.

b) Essais destructifs

1) Tout plan d’échantillonnage simple NQT approprié, provenantl du tableau/A-II de
I’annexe A.

Ou:

2) Tout plan d’échantillonnage double NQT approprié.

3.6.5| Rapports certifiés de lots acceptés (RCLA)

3.6.6| Livraison des dispositifs soumis A

Les essais sont indiqués b étant
destructifs (D) ou non destructifs . ctifs ne
doivent pas i dispositifs soumis a des| essais
d’environnement ng s, a condition d’avoir subi a gouveau
les essais du group

3.6.7| Livraisons, différé

Avant ou les

quantités a \ et de
: e essai

3.6.8

euvent, a leur discrétion, livrer des dispositifs conformes a un| niveau
sévére pour répondre a des commandes concernant un | niveau

d’assuranceNndins s€vere.

3.7 "Reégles déchanfillonnage statistique

Pour les contréles du groupe A, on doit utiliser soit les régles d’échantillonnage NQA
(décrites dans la Publication 410 de la CEIl et dans la Norme ISO 2859), soit les régles
d’échantillonnage NQT (décrites "dans I’annexe A). La spécification particuliére doit
spécifier la procédure a utiliser; les valeurs de NQA (et des niveaux de contrdle) et
celles de NQT sont données dans les spécifications intermédiaires.

Pour les contrdles des autres groupes, on doit utiliser les régles d’échantillonnage NQT.

Tous les essais d'un sous-groupe ou d’'une partie dun sous-groupe doivent
correspondre a un seul NQA (et un seul niveau de contrdle) ou a un seul NQT.
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a) Non-destructive testing

1) 100% of the devices or circuits shall be inspected for any test indicated as
non-destructive. ‘

Or:
2) Any appropriate LTPD single sampling plan based on Table A-II of Appendix A.

Or:
3) Any appropriate LTPD double sampling plan.

b) Destructive testing

1) Any appropriate LTPD single sampling plan selected from Table of Appendix| A.

Qr:

| )

) Any appropriate LTPD double sampling plan.

3.6.5 Cetified Records of Released Lots (CRRL)

Ske Rules of Procedure of IEC Publication QC/001

Tlests considered as destructive axg bns.
Deyices subjected to destructive tes ery.
Deyices subjected to non-destructive en 9 S hey
are |retested to Group A i

3.6.7 D¢layed deliveries
Refore del

5 to
be | delivered shg ¢ B
solterability gSts e S has bgen done for the complete lot, no further retestinlg is
req g ;
3.6.8 Sll]p
Manufa 5 3 vere

ass¢ssment level against orders for a less severe assessment level.

3.7 Statistical sampling procedures

For group A inspection, either the AQL sampling procedure (described in IEC
Publication 410 and ISO Standard 2859) or the LTPD sampling procedure (described in
Appendix A) shall be used. The detail specification shall specify which of the procedures

is to be used; both AQL (and inspection levels) and LTPD values are given in the
sectional specifications.

For the other groups inspection, the LTPD procedure shall be used.

All the tests in any one sub-group or section of a sub-group shall be collectively
assessed to a single AQL (and inspection level) or LTPD.
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3.7.1 Plans d’échantillonnage NQA (niveau de qualité acceptable)

Il existe trois types de plans d’échantillonnage différents: échantillonnage simple,
échantillonnage double et échantillonnage multiple. Lorsque plusieurs types de plan sont
disponibles pour un NQA et une lettre code donnés, le choix est libre. (Voir la
Publication 410 de la CEI, paragraphe 3.5.)

3.7.2 Plans d’échantillonnage NQT (niveau de qualité toléré)

Voir annexe A.

3.7.3  Corrélation entre les ‘nlnnv d’é(-hnntillnnnngp NQA et NQT

Afin d’avoir une corrélation acceptable entre les plans d’échanti
la valeur maximale du critére d’acceptation, pour le groupe
(voir 'annexe A, tableau A-III).

t NQT,
épasser 4

3.8 | Essais d’endurance avec NQT spécifié

Lorsque le NQT est spécifié, la procédure d’acceptati NG forme a gelle de
i les procédures de

3.6.24.
39
le NQT exprimé en pourcentage par
mille heures
Note. — Le taux pour une
prédictio: ¢ la_Fabilité ; itidns normales de fonctionnement. Les contraintgs sur les
d1 ositifs, = } e , sont en général trés inférieures a celles
ées ndant : ais d’ ance’ (ou il y a alors accélération des mécanismes de défaillance). De
p. e etaj 6§ prédqees des dispositifs (par exemple pendant les premiers milliegs d’heures
de fog ent) est\enpgenéra)/plus élevé que celui constaté par la suite.
3911

doivent étre effectués conformément aux procédures citfes. Les
a contraintes égales ou inférieures aux valeurs 11m1tes des dispositifs
me non destructifs.

3.912 , Constitution’des échantillons

Les échantillons destinés aux essais d’endurance doivent étre pris ay hasard dans le lot
de contrdle (voir 'annexe A). La taille de I’échantillon destiné & un essai de 1000 h est
choisie par le fabricant 4 partir du tableau A-I (colonne du taux de défaillance spécifié)
ou du tableau A-II (colonne de la taille N du lot) (annexe A).

Le critére d’acceptation est celui qui correspond & la taille choisie.

3.9.3 Défauts

Tout dispositif -dont une ou plusieurs caractéristiques sort des limites spécifiées pour
les essais d’endurance, a l'une quelconque des mesures: intermédiaires ou finales
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3.7.1 AQL sampling plans

There are three types of sampling plans:

single, double and multiple. When several

types of plans are available for a given AQL and code letter, any one may be used. (See

IEC Publication 410, Sub-clause 3.5.)

3.7.2 Lot tolerance per cent defective (LTPD) sampling plans
See Appendix A.

3.7.3 Correlation between AQL and LTPD sampling plans

Tp ensure acceptable. correlation between AQL and LTPD the
mayimum acceptance number for Group A inspection should not be/great see
Appendix A, Table A-III).

3.8 Endurance tests where LTPD is specified

Where LTPD is specified, the acceptance procedurg ith
Appendix A, Clause A2. In the event of failure, the se /A3 or Clause
A4 |of Appendix A may be used.

Ih the event of a final lot failure, the proceduove

3.9 Endurance tests where the failure rate is\specifiet
Hailure rate as used herein is define hnd
the endpurance testing should not be used for predictiorns of
é stresses on the devices, under normal opergiting
; those imposed during the endurance tests (where| the
g he Aailure rate of devices in early life (e.g. during the [first
on) tetids toNge higher that in later life.
39.1
conducted in accordance with the procedures mentiofed.
on devices at, or within, their maximum ratings shall| be
39.2
(see
Appendix A). The sample size for a 1000 h test shall be chosen by the manufacturer
from Table A-I or A-II (Appendix A) from the column under the specified failure rate
(Table A-I) or the actual lot size (Table A-II).

The acceptance number shall be the one associated with the particular sample size

chosen.
3.9.3 Failures

A device which fails one or more of the end-point limits specified for endurance tests
at any specified reading interval shall be considered a failure and be considered as such
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spécifiées, doit étre comptabilisé comme un défaut et considéré comme tel pour les

_mesures intermédiaires et finales suivantes. Si I’échantillon est défectueux, le fabricant est

libre de mettre fin aux essais.

Durées des essais d’endurance et tailles de I'échantillon

Lorsque le taux de défaillance est spécifié, la durée de I’essai d’endurance est de
1000 h en premier lieu. Quand un lot a subi avec succés I’essai de 1000 h, des essais
d’endurance d’une durée minimale de 340 h pour de nouveaux lots peuvent étre
effectués, pourvu que ces lots soient présentés dans les 120 jours suivant Iessai de
1000 h. Les spécifications particuliéres peuvent préciser une durée maximale de 2000 h.
La taille de P’échantillon pour un essai d’endurance d'une durée autre que 1000 h est

3.95.1

inversement proportionnelle & la durée de I'essai, de sorte que 1| i heures
d’essai par le nombre de composants soit égal a 1000 fois la tail atiljon qui
aurait été choisi pour I’essai de 1000 h. Le critére d’acceptatig gterminé
a partir de la taille d’un échantillon qui aurait été soumis 3 ub i rée de

1000 h. Le lot est accepté si le nombre de défauts a
celui du critére d’acceptation.

sse pas

Procédure a suivre lorsque le nombre de dg
d’acceptation

(périeur au| critére

Bssal eur au
Bune des ibiités suivantes:

espectant les exigences mentionrlées au

Lorsque le nombre de défauts constatg
critére d’acceptation, le fabrican

1) retirer 'ensemble du lot;
2) ajouter des dispositifs a I'¢
paragraphe 3.9.5.1;

3) prolonger la dufté
au paragraphe
1 000 h.

Apres ir
paragrap K-

ionnées
icure a

ure du

chacun
houvelle
tableau
taille N

pour ‘que aille totale de I’échantillon soit égale a la nouvelle taille choisie. Le pouveau
¢ritére d’acceptation est celui qui correspond a la nouvelle taille totale choisie. La durée

et Ies conditions de l'essai dendurance efiectué sur les premiers dispositils s appliquent
aux dispositifs supplémentaires. Lorsque le nombre total de défauts constatés (parmi les
premiers dispositifs et les supplémentaires) est inférieur au nouveau critére d’acceptation
pour Péchantillon total, le lot est accepté; dans le cas contraire, il est rejete.

3.9.5.2 Prolongation de la durée d'un essai d’endurance

Lorsque le fabricant choisit une durée d’essai d’endurance inférieure a 1000 h et que
le nombre de défauts constatés du premier échantillon est supérieur au critére
d’acceptation, il peut, au lieu d’augmenter la taille de I’échantillon, choisir de prolonger
jusqu’a 1000 h la durée d’essai du premier échantillon et de déterminer un nouveau
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395

3.9.5.

395

at any subsequent reading interval. If the sample fails, the test may be terminated at the
discretion of the manufacturer.

Endurance test time and sample size

Whenever the failure rate is specified, the endurance test time shall be 1000 h
initially. Once a lot has passed the 1000 h test, endurance tests with minimum of 340 h
may be initiated for new lots provided that 120 days have not elapsed since a 1000 h
endurance test. A detail specification may allow a maximum of 2 000 h. The sample size
for an endurance test time other than 1000 h shall be chosen according to the -
relatlonshlp of inverse proportlonallty between test time and sample size, such that the

Rit—tes mple—size ; e hat
hall
lot
eed

In the event that the number of failures
accgptance number, the manufacturer,shall chd

tests exceeds |the
ewing options:

1) yithdraw the entire lot;
2) 3dd additional samples in accordapcs

3) ¢xtend the test time dance Sub-clause 3.9.5.2, if a test fime

After applying on e oding_options, the procedure of Sub-clause 3.6.2.4 shall
apply. @

1 4

Thi Ot donly once for each submission. When this option is chosen,
a 1 Sl i ial plus added) shall be chosen by the manufacturer from
Tablg 3y AslE (A pendix A) from the column under the specified failure rate (Thble
A-l S\@aott size (Table A-II). A quantity of additional units sufficien{ to
inct ; ¢ to the newly chosen total sample size shall be selected from the|lot.
Thd

ape number shall be the one associated with the new total sample [size
chasen! The added sample shall be subjected to the same endurance test conditions |and
time—period—as the imitialsampte. If the total observed number of defectives (initial plus
added) does not exceed the acceptance number for the total sample, the lot shall be

accepted; if the observed number of defectives exceeds the new acceptance number, the
lot shall be rejected.

.2 Extension of endurance test period

If an endurance test time period less than 1000 h is being used and the number of
failures observed in the initial sample exceeds the acceptance number, the manufacturer
may, in lieu of adding additional samples, choose to extend the test time of the entire
initial sample to 1000 h and determine a new acceptance number from Table A-I or
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crittre d’acceptation a partir du tableau A-I ou du tableau A-II (annexe A). Le nouveau
critéere d’acceptation est celui qui correspond & la plus grande taille de I’échantillon, dans
la colonne spécifiée, égale ou inférieure 4 la taille de Iéchantillon en essai. Tout
dispositif trouvé défectueux lors des mesures aprés la durée initiale d’essai doit &tre
¢galement considéré comme tel pour I'essai de 1000 h. Si le nombre de défauts constatés
aprés 1000 h est inférieur -au nouveau critére d’acceptation, le lot est accepté; dans le
cas contraire, il est rejeté.

4. Meéthodes d’essai et de mesure

4.1

4.2]1.2 Exameﬁ visuel intferne

Conditions atmosphériques normales pour les mesures électriques

Sauf spécification contraire, les mesures électriques sont effg

atmosphériques indiquées dans la Publication 147-5 de la ication
749 de la CEL
Température ambiante: 25+5°C.
Humidité relative: de la
Pression atmosphérique:

Les mesures peuvent étre I’ONS
admette que le dispositif est ticuliére
lorsqu’il est vérifié & une tempéra relative

xamen visuel doit se faire dans les conditions d’§clairage
conditions de visibilit¢ normale. L’examen doit pdrter sur

A préciser dans la spécification intermédiaire.

4.2.2 Dimensions

Les dimensions doivent é&tre controlées conformément au dessin spécifie. Les
dimensions qui doivent étre vérifiées dans le cadre des essais du groupe B et du groupe
C sont indiquées dans ’annexe B.

* En cours de révision.
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A-TI (Appendix A). The new acceptance number shall be that one associated with the
largest sampling size in the specified column which is less than, or equal to, the sample
size on test. A device which is a failure at the initial reading interval shall be considered
as such at the 1000 h reading interval; if the observed number of defectives exceeds this

acceptance number, the lot shall not be accepted.

4. Test and measurement procedures

4.1 Stanplard—omosphericconditions—for—etectricat Treasurements

Unless otherwise specified, all electrical measurements are cared o
atmpspheric conditions based on IEC Publication 147-5 or 749.

Ambient temperature:  25+5 °C.

Relative humidity: between 45% and 75% (see also
Publication 68-1).

Atnjospheric pressure:

Measurements may be carried
Supervising Inspectorate is satisfie
spe
bety

4.2 Phygical examination

4.2.1 Vikual examination

4.2.1.1 |

U
nor
for

2 Yo
3)

4.2.1.2 [ntérnal visual examination

un

he

nhal
fail
ity

| visual examination shall be performed under
ormal visual conditions. Examination shall be made

o be specilied 1n the sectional specification.

4.2.2 Dimensions

Dimensions shall be checked in accordance with the specified drawing. The dimensions

to be checked as part of the Groups B and C are prescribed in Appendix B.

* In course of revision.
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3 Permanence du marquage

Le marquage doit faire I'objet d’un essai conformément & la Publication 147-5 de la
CEI, chapitre III, article 2, ou a la Publication 749 de la CEI, chapitre IV, article 2.

Mesures électriques
1 Conditions et précautions générales

1.1 Variantes de méthodes de mesure

Les mesures peuvent étre effectuées en utilisant les méthodes spécifiées ou toute autre

methode donnant- des resultats equivalents. Cependant, en cas de
méthode spécifiée doit étre utilisée.

particuliére.

1.2 Précision des mesures

Les limites mentionnées en \spédification\ p
mesures doit étre P idératign>pour
Pour fedui
dispositifs ¢

Publications 147-2 ou 747-1 de la CEL

aGx)deéfinitiofis données au paragraphe 3.6.6.

Lorsqu'une séquence d’essais obligatoires est requise, elle doit &tre spé

seule la

de doit se

dans la
lles sont
rites par

CEI ou

¢eification

liére sont absolues. L’imprécision des
tablir les limites réelles des mesurgs.

eurs de mesure et les risques de détérioration des
autions habituelles doivent étre observées. Illes plus

formes a

de la CEI et aux Publlcatlons 147 5 ou 749 de la CEI. BHlies sont

prescrites
rmément

rifice  en

spécification intermédiaire ou en spécification particuliére cadre.

Les méthodes pour les essais climatiques et mécaniques qui ne sont décrites ni dans la
Publication 68-2 de la CEI ni dans les Publications 147-5 ou 749 de la CEIl doivent

étre décrites dans la spécification particuliére.

Si les méthodes d’essais impliquent I'application de forces extérieures suivant une
orientation particuliére par rapport au dispositif, leur direction doit €tre conforme a celle

indiquée dans I’annexe C.
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4.2.3 Permanence of marking

Marking shall be tested in accordance with IEC Publication 147-5, Chapter III, Clause 2,
or IEC Publication 749, Chapter IV, Clause 2.

4.3 Electrical measurements
4.3.1 General conditions and precautions

4.3.1.1 Alrernative methods

Measurements may be carried out by using the methods specified or any other method

anacified mathad
2 o

Tl L | + Ho—toist—3 £ Aicaae b th chall he uced
gIving—cqurvarc it reS iSOG H—CaSC— oo pute— oy Ho—spociea—hom H—oe—H564.

Note.|— By “equivalent” is meant that the value of the characteristic established by sugh 1s WwitHin
the specified limits when measured by the specified method.

a) Methods for electrical measurements shall be in accordance
or I[EC Publications 747 and 748. They shall be used whgn
by the detail specification.

b) Metltods for electrical measurements not included (in icati 47-2 or in IBC
Publfcations 747 and 748 shall be described in i

4.3.1.2 Hrecision of measurements

The limits quoted in detail specificatiqms\are
be taken into account whb i tual q

4.3.1.3 (eneral precautio

Usual precaptions
avoid damag

14742 or 747-1.

Measurement inaccuracies shpll
surement limits.

dyce measurement errors to a minimum and |to
portant of these are given in IEC Publicatipn

4.4  Envi

M
1E(
the
to §

ests shall be in accordance with 1EC Publication 68-2 and
49. They shall be used when required and as prescribed |by
hey are indicated as ‘‘destructive” or ‘“non-destructive” according

When”a mandatory sequence of testing is required, it shall be specified in the sectional
specification or in the blank detail specification.

Methods for environmental tests not included in IEC Publication 68-2 or 147-5 or 749
shall be described in the detail specification.

For those test methods which involve observation or the application of external forces
which are related to the orientation of the device, such orientations and the direction of
forces applied shall be in accordance with Appendix C.
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ANNEXE A

PLANS D’ECHANTILLONNAGE NQT (NIVEAU DE QUALITE TOLERE)

Géneralites

Les procédures spécifiées suivantes conviennent a toutes les exigences relatives au

contréle de qualité.

Les échantillons doivent &tre formés de dispositifs pris au hada

Défauts

Le défaut d’un dispositif a un ou plusieur
comme un défaut unique.

&res de ghaque sous-groupe.

onforme au NQT spécifie. Le fabricant pe
de taille supérieure a celle exigée; toutefois, 1

, la colonne NQT (LTPD), utilisée pour déterminer la
elle située sous le nombre «N», taille du lot, qui se rapproch
iSpositifs dans le lot soumis; lorsque la taille du lot est & mi-ch
nombre de deux colonnes, le fabricant peut utiliser I'une ou Plautre des ¢
sa-discrétionl. Lorsque la colonne «N» appropriée du tableau A-II ne donne pas

+

épal ou inférieur au NQT spécifié, le contrdle sera effectué & 100%. Dans |

ispositifs
ut, a sa
iction, a
ts.

souscgroupe est comptabilisé

controle\\d conformit¢ de la qualité (tpilles de
y‘ s a partir d’'un lot unique de| contrdle

tableaux
ut, a sa
e nombre

la taille

taille de
e le plus
emin des
blonnes a
un NQT
£ tableau

A22

A-1I, le NQT de la colonne «N» appropriée a employer pour déterminer la
I’échantillon est celui qui se rapproche le plus du NQT spécifié.

Procédure d’acceptation

taille de

Pour le premier échantillon, il faut d’abord choisir un critére d’acceptation puis
effectuer et soumettre aux essais I’échantillon de taille correspondant au NQT spécifie
(voir le paragraphe 3.9.2). Si le nombre de défauts constatés du premier échantillon est

inférieur ou égal au critére d’acceptation choisi, le lot est accepté. Dans le cas

contraire,

on peut former un nouvel échantillon de telle sorte que I’échantillon total respecte les
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APPENDIX A

LOT TOLERANCE PER CENT DEFECTIVE (LTPD) SAMPLING PLANS

Al. General

The following specified procedures are suitable for all quality conformance

requirements.

Al.l  Seleetion—of-samples

Sqmples shall be randomly selected from the inspection lot. For contj
the |manufacturer, at his option, may select the sample in a regyld
duripng manufacture, provided that the lot meets the requirement
lots.

Al.2 Faiures

Failure of a unit for one or more tests of a subg
failyre.

A2. Single-lot sampling method

Quality conformance inspection ipformatio sizes
defectives) shall be accumulated fro

to the individual sub-groQip critg

A2.1 Sajnple size

The sample
shal] meet the
gredter than that
the

use =

numerically closest to the specified LTPD value shall be used to determine the sample

size.

A2.2 Acceptance procedure

and number of observe
lot to demonstrate conforman

is

For the first sampling, an acceptance number shall be chosen and the associated
number of sample devices for the specified LTPD selected and tested (see Sub-clause
3.9.2). If the observed number of defectives from the first sample is less than or equal to
the pre-selected acceptance number, the lot shall be accepted. If the observed number of
defectives exceeds the pre-selected acceptance number, an additional sample may be
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conditions mentionnées dans le paragraphe 3.9.2. Les tableaux A-I ou A-II, utilisés pour
le premier échantillon d’un lot de contrfle donné pour un sous-groupe d’essais donné,
doivent également étre utilisés pour tous les échantillons suivants du méme lot et pour

tous les échantillons d’autres lots pour les essais du sous-groupe en question.

Dispositifs supplémentaires

Le fabricant peut augmenter la taille du premier échantillon mais une seule

fois pour

tout sous-groupe d’essais; les dispositifs supplémentaires prélevés doivent subir tous les
essais du sous-groupe. La taille totale de I’échantillon (premiers dispositifs et dispositifs

A4

* Contréle a 100%

supplementaires) est determinee au moyen dun nouveau critere d
le tableau A-I ou dans le tableau A-II.

Critéres multiples

est celui qui correspond a
I’échantillon utilisé.

tableau A-

ceptation chloisi dans

tous les
essais du
ond a la
est plus
leau A-II
taille de

s-groupes
urcentage
e lot est
. De tels
Hispositifs

la valeur
i dans le
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A3.

A4.

AS.

Ab.

chosen such that the total sample complies with Sub-clause 3.9.2. Tables A-l1 or A-II,
which are used for the first sampling of a given inspection lot for a given sub-group,
shall be used for any and all subsequent samplings for the same lot and sub-group for
each lot submission.

Additional sample

The manufacturer may add an additional quantity to the initial sample, but this may
be done only once for any sub-group; the added samples shall be subjected to all the
tests within the sub-group. The total sample size (initial and added samples) shall be
determined by a new acceptance number selected from Table A-1 or Table A-II.

Mulgiple criteria

When one sample is used for more than one acceptance tyiterion
for |a sub-group shall be used for all criteria within thé
accgptance number shall be that one associated with
appf
A-T},
appropriate lot size column for the sa

Oneg hundred per cent inspection

Inspection of 100% %
subigroups other ths
defgctive for the i

For
et

be
conpidered to e g ¢ A ; a
100P% inspecti as : k 1 a 100% mspectlon basis only and in accordance
with the tightengd sectis .

yer
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TaABLEAU A-11 TABLE A-I1
Plans d’échantillonnage hypergéométrique Hypergeometric sampling plans for small
pour petits lots de 200 dispositifs ou moins lot sizes of 200 or less
N = taille du lot N = lotsize
n = taille du prélévement n = sample size
¢ = critére d’acceptation = acceptance number
(Voir paragraphe 3.6.4) (See Sub-clause 3.6.4)
N [ 10 l 20 \ 30 | 40 | 50 ] 60 l 80 | 100 | 120 [ 150 | 160 | 200
c=0
NQT/ NQT/ | NQT/ | NQT/ | NQT/ | NQI/ | NQT/ | NQT/ | NQI/ | NQI/ | NQT/ NQT/
" L]%D L%’D LigPD LTPD | LTPD | LTPD | LTPD LTPD LTPD | LTPD | LTPD | LTPD
2 5 66 67 67 67 12 29 72 (2] [3) 68
4 3 40 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44
5 » 33 34 35 35 35 36 36 37 37 37 37
8 15 20 22 2 23 23 24 24 2 24 25
10 15 17 19 19 19 20 20 Q) 0 0 20
16 6,9 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13
20 6,8 8,0 8,7 9,0 9.4 10 0 10 1 1
25 43 57 6.4 6,9 74 7 6 7.7 7.8 7,9
32 37 44 5.0 5.5 5! R D ea 63
40 3.0 34 40 ) NGS 4 49 5.4 S
50 23 29 9 3?3\ , 3.7 3,1 3,9
64 17 2 \ 5 7 2,8 29
80 I ; 2,0 2,1 2.2
100 1] 15 13 1,7
125 () 0.8 0.9 1,2
128 - 0.8 0.9 1,1
AL OVIR Y
SN (N
2 ds 95 95 95 95 Nos” 95 95 95 95
4 ¢ 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68
5 qi 55 56 57 5 58 58 58 58 58 58 58
8 R 35 38 38 3 39 39 40 40 40
10 30 30 3] 32 32 32 33 33 33 33 33
16 i5 18 20 21 21 21 2 22
20 13 15 16 16 16 16 17 17 17 18
25 \ 11 2 3 13 13 13 14 14 lcll
32 4 2 » 9,9 10 10,5 11 1 1
40 &N 5, 68 76 78 82 83 8.4 8,6
50 46 56 6.1 6,4 6.5 6,7 6,7
64 Q % 38 44 47 5,0 5.0 52
80 3,0 34 37 3.4 4,0
100 2,5 2.8 2. 30
125 / 1,9 2.0 2,2
128 \ \ L/ 1,7 19 2,2
1,5
160 /\ N k.
NI\ AV c=2
4 : RN 85 85 85 85 86 86 86 86 86
5 ) b 74 74 75 75 75 75 75 75 75
8 ¥ 49 49 52 52 52 53 53 53 53 53 53
10 2 42 43 43 43 44 44 44 44 44
16 2 N5 27 27 27 28 29 29 29 29 30
20 19 21 22 22 23 23 23 23 24 24
25 13 16 17 17 18 18 18 18 19 19
32 11 12 13 14 4 tt 145 15 15
40 8,9 9.8 11 12 12 12 12 12
50 6,9 8,1 8,4 8,6 9.0 9,3 9,5
64 5.7 6.2 6,6 7.1 71 7.4
80 45 49 54 54 53
100 3,5 39 4,0 4.4
125 2,8 2,9 33
128 2,6 2,9 32
160 2.3

Le tableau A-II présente les valeurs du NQT relatives & certains plans
d’échantillonnage simple (critére d’acceptation, taille de prélévement et
taille du lot). Le tableau présente les caractéristiques suivantes:

a) les calculs sont basés sur la loi hypergéométrique (théorie exacte) pour
des lots qui comportent 200 dispositifs ou moins;

b) le NQT d'un plan d’échantillonnage est le pourcentage interpolé de
dispositifs défectueux pour lequel la probabilité d’acceptation est de
0,10 conformément au plan. Cela n’implique pas que le NQT ainsi dé-
fini soit un pourcentage réalisable dans le cas du lot en cause;

¢) la séric des tailles de prélévement et celle des tailles de lot sont

obtenues en multipliant chacun des nombres de la série par les chif-
fres 2 et 5.

Table A-II gives the LTPD values associated with certain single sam-
pling plans (acceptance number, sample size, and lot size). The table has
the following features:

a) calculations are based upon the hypergeometric distribution (exact
theory) for lots of 200 devices or less;

b) the LTPD of a sampling plan is defined as the interpolated per cent
defective for which there is a 0.10 probability of lot acceptance under
the plan. The LTPD so defined need not be a realizable lot per cent de-
fective for the lot size involved;

¢ the sequence of sample sizes and lot sizes are generated by taking pro-

ducts of preceding numbers in the respective sequences and the num-
bers 2 and 5.
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